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RASTER-ELEKTRONEN-MIKROSKOP

TYP
JSM-6510, JEOL (Germany) GmbH

LEISTUNGSSPEKTRUM
hochauflésende Abbildungen von Objektoberflachen mit groBer Scharfentiefe
Langen- und GroéBenbestimmung von Strukturen im mikro- und nanoskopischen Bereich
Aufnahme von stereoskopischen Bildern
Untersuchung von dynamischen Prozessen durch integrierte Video-Aufnahme
energiedispersive, ortsaufgeldste Elementanalysen mittels Rontgendetektor (EDX)

TECHNISCHE DATEN

Elektronenoptik: Probenkammer und -biihne:
Elektronenquelle: Wolframhaarnadel-Kathode ProbengroBe: @ 150 mm x 40 mm
Beschleunigungsspannung: 0,5 kV bis 30 kV Beobachtungsfeld: @ 32 mm
Objektiv: super-konische Linsen Probenhalter: @ 10 mm (4-fach) und @ 32 mm
Blende: 50 um Verfahrwege: 20 mm (x), 10 mm (y)
Detektor: Sekundarelektronen (SE) / Everhart-Thornley Arbeitsabstand: 5 bis 48 mm (2)
Auflosung im SE-Bild: 3 nm bei 30 kV, 15 nm bei 1 kV Verkippung: =10 bis 90°
VergroBerungsbereich: 5x bis 300.000x Rotation: 360°, endlos

EDX-Detekor:
10 mm2 aktive Flache
Energieauflosung: £5 eV, (typisch: £3 eV)
Take-off angle: 35°
max. Zahlraten: > 1.000.000 s™
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